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Abstract (en)
[origin: US4468468A] The analysis comprises first enriching the component to be determined (target component) by contacting an non porous solid
surface with the gas or the liquid to be investigated and depositing the target component from the gaseous or liquid phase onto the solid surface
in the range of a monolayer preferably within the first monolayer. The deposition is effected by absorbing the target component either directly or
in the form of a derivative product, which can then be detected by introducing the solid surface with the enriched target component into a mass
spectrometer. Surface sensitive mass analyzers, such as secondary ion mass spectrometers or laser activated mass analyzers, have been proven
successful.

Abstract (de)
Das Analysenverfahren beruht darauf, daf3 die gesuchte Komponente durch eine Vortrennung angereichert und anschlieBend
massenspektrometrisch identifiziert wird. Die Vortrennung geschieht dadurch, daf3 eine im wesentlichen ebene, nicht pordse Festkérperoberflache
mit dem zu untersuchenden Gas oder der Flussigkeit in Kontakt gebracht wird und die gesuchte Komponente aus der gasférmigen oder
flussigen Phase direkt oder als Folgeprodukt im Bereich einer Monolage, vorzugsweise in der obersten Monolage, an der Festkdrperoberflache
niedergeschlagen wird. Die Anreicherung kann in der Weise erfolgen, daf3 die Festkdrperoberflache mit einem Reagenz prapariert wird,
das die gesuchte Komponente direkt oder als Folgeprodukt selektiv bindet. Ein anderer Weg besteht darin, daB die gesuchte Komponente
zunachst kollektiv mit anderen Komponenten an der Festkérperoberflache ausgeféllt wird und anschlieBend die anderen Komponenten durch
ein Ldsungsmittel extrahiert werden. Fir den massenspektrometrischen Nachweis sind Gerate geeignet, die obeflachenspezifisch arbeiten
und eine hohe Nachweisempfindlichkeit besitzen. Bewahrt haben sich vor allem Sekundarionenmassenspekirometer und laserangeregte
Mikromassenanalysatoren.
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